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« Atomi elrendezodeés vizsgalata
(rontgendiffrakcio, transzmisszios
elektronmikroszkop, atomero-mikroszkop)

* Mikroszerkezet vizsgalata (pasztazo
elektronmikroszkop,

rontgenspektroszkopia)

 Makroszerkezet vizsgalata (klasszikus
metallografia — ,materialografia”)
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Feher eés karakterisztikus rontgensugarzas
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Fehér rontgen:
elektronok
fekezddése az atomok
terében.



Belsé héj Primer
elektron elektron
*Belso héj 1onozacio
*Rekombinalodast kovetoen rontgenfoton kibocsatas




Rontgensugarak elnyelodese
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Szurés, mono

Tomegelnyelési tényezd
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Bragg-egyenlet
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Reciprok racs es diffrakcio




A reciprok racs definicidja

* Az eredeti (Un. direkt racs) racssikjait egy masik
racs (a reciprokracs) pontjaiva kepezzuk le.




— a, Xa — A, Xa — a Xa
p - X% bzzsgi p, - 3%,

3 a,d,d;
ahol

a,, &, €S a, a direkt racs bazisvektoral,

b,, b, és b, a reciprok racs bazisvektorai



Reciprok racsvektor
Fontos: a-bh=1 é a-b =0

o

Racsvektor a reciprok térben:

(hkl) = g=hb, +kb, +Ib,

vagyis az a,, a,, a; bazisvektorokkal megadott
direkt racs egy (hkl) sikjat a by, b,, b,
bazisvektorokkal megadott reciprokracs egy
pontjaba ( a g-vektor végpontjaba) képezi le.
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g=hb +kb,+lb, és  &-b;=0
Q-NBZQ’(OB_OA):Q(T? —ai):_h+5:()

Vagyis a g és a sik egy vektora merdleges egymasra



‘q‘ — i ahol d a (hkl) siksorozat tagjai
g d koztitavolsag
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A rajzon az egyik sik az ABC-sik, a masik a vele
parhuzamos, az origon athalado sik.



Racsszerkezet megmaradasa
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Szisztematikus kioltas




L aue-modszer

Rontgen-

Sugar €

fehér rontgensugarzas
*cgykristaly minta
sorientacid meghatarozas
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Debye-Scherrer modszer

« monokromatikus

di rontgensugarzas
I - &=% * porminta

A B + fazisanalizis

~ * racsallando

T meghatarozasa
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A pordiffraktometer felepitese. F — rontgen sugarforras, 52— szuro, SR- Soller-
ras, 5 —minta, R;, Ri Ri— resek, M — monokromator, D — detekior



Diffraktogram
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Diffraktogram kiertékelese

« ASTM (JCPDS) kartotekrendszer
« ~250 000 kristalyos fazis adatai

* A kartya tartalmazza a fazis
tulajdonsagait, a mert csucsok indexeleset
és azok egymashoz viszonyitott
iIntenzitasat

o Szamitogeppel segitett azonositas



Diffraktogram

Experimental pattern: AUDI Lasergehonte Zylinderbuchse {audigjlz.udf)
950 [00-031-0619] { Fe, C ) Iron

[00-006-0696] Fe Iron (Iron
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0In20331ap105T=1050C

33853888
punneril

DECO1877 -~ Written by E. Halwax (1989).

byigi CuBF 1.54060 50 40
ayig3 OIn203alsp T=1000C CuBF 1.54060 50 40
ayig2 0In203alap T=950C CuBF 1.54060 50 40 .850 -
ayig1l 0In203alap T=800C 05-03-1992 CuBF 1.54060 50 40 .20 deg/min .040 15.550 - 90.550 2411
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Diffraktogram

byig5.RD n20381ap105T=1250C CuBF 1 60 50 40 1.20 deg/min 0.040 14.960 - 89.960 5055
yig4.RD N203al1ap105T=1200C = CuBF 1.54060 50 40 1.20 deg/min 0.040 14.960 - 89.960 2
byig3.RD n203alap105T=1150C -03~ CuBF 1.54060 50 40 1.20 deg/min 0.040 14.960 - 89.960 3919
byig2.RD n203alap105T=1100C CuBF ‘1.54060 50 40 1.20 deg/min 0.040 14.960 - 89.960 4369
byigi.RD N203a1ap105T=1050C - CuBF 1.54060 50 40 1.20 deg/min 0.040 14.960 - 89.960 199
ayig3.RD n203ala T=1000! - CuBF 1.54060 50 40 1.20 deg/min 0.040 15.550 - 90.550 2304
ayig2.RD n203alap T=950C 05-03-199; CuBF 1.54060 50 40 1.20 deg/min 0.040 15.550 - 90.550 2247
ayig1i.RD 0In203alap T=900C 05-03-199; CuBF 1.54060 50 40 1.20 deg/min 0.040 15.550 - 90.550 2411
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File -
hSiybb3.RD 0.5In: YIG B T=1250C 18-0. es .
h51ybb2.RD 0.5In: YIG B T=1200C 18-0 1.20 o .000 - 90
hS5iybb1.RD 0.5In: YIG B _T=1150C 18-0 1.20 o .000 - 90
h5iyb2 0.5In: YIG B T=1100C 17-03-199. 1.20 o .000 - 90
hSiybi.RD 0.5In: YIG B T=1050C 17-03-19¢ 2.40 deg/min 0.040 15.000 - 90
hSiyaai.RD 0.5In: YIG T=1000C 16-03-1992 1.20 deg/min 0.040 10.000 - 890
hS5iya3.RD 0.5In: YIG T=950C 16-03-1992 1.20 deg/min 0.040 10.000 - 90
h5iya2.RD 0.5In: YIG T=900C 16-03-1992 1.20 deg/min 0.040 10.000 - 90
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Indexelés

20 + A
;L«KQ, = KQIS s 2dhﬁ:ﬂ siné = A

I h+kT+1°

-

2
d i a
Mivel a h, k és | egész szamok, ezért az 1/d?,,, értékek az 1/a?

egész szamszorosaként allnak eld, ahol a szorzétényezb az N = h?+k?+|2.



szerl | téercentralt | lapcentralt .
N | nk | “Wise | kobos | koboe | 9vemant
1 100 X
2 110 X X
3 111 X X X
4 200 X X X
5 210 X
& 211 X X
(7)
8 22 X X X X
9 | 300 221 X
10 310 X X
11 311 X X X
12 222 X X X
13 320 X
14 321 X X
(15)
16 400 X X X X
17 | 410, 322 X
18 | 411, 330 X X
19 331 X X X
20 420 X X X
21 421 X
22 332 X X
(23)
24 422 X X X X

Indexelés




Egyeb alkalmazasok

e Szemcsemeéret
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* Rugalmas racstorzulas
— otvozokoncentracio

* Diszlokacios szerkezet
— Vonalprofil-analizis
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Diszlokacioszerkezet kvazi-
kompozit modellje
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